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Beliehene gemäß 5 8 Absatz l AkkStelleG i.V.m. 5 t Absatz l AkkstellecBV ,t,,:,rr,,,,:,,,.,,,,
Unterzeichnerin der Mult i lateralen Abkommen ,,. , ' , , : , , : , , : ' ' . , ' :
von EA, ILAC und IAF zur gegenseitigen Anerkennung 

.':t.',.,,..,:,:,,t,t..t.,,,

Akkreditierung
1, ' l ' ' . . ' , ; , . l l , . . . ' ; . , '  . . t . ; ' , , ,  

:

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH bestätigt hiermit, dass das P1üflä,boi,atörium

nanOAnalytiCS GmbH ,,:,l:,'l ',:,.r't..',,,,' '.,.,it,r,..,"

die Kompetenz nach DIN EN ISO/IEC t7025:20Q5 besitzt,:r,Fiüfüngen,in folgenden Bereichen
durchzuführen:

Rasterelektronenmikroskopische (REM) und energiedispersive röntgenspektroskopische
(EDX) Untersuchungen von Oberflächen

Deutsche Akkredit ierungsstelle GmbH

,'l:l'::t.i.t. rii:.,1 :.

1:...:.,:a:a.:: .: :

Die Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 07.07.2011 mit der
Akkreditierungsnummer D-PL-14091-01 und ist gültig bis 06.07.20L6. Sie besteht aus diesem Deckblatt,
der Rückseite des Deckblatts und der folgenden Anlage mit insgesamt 2 Seiten.

Registrieru ngsnummer der Urkund-e: D-PL-14091-01-00

lm Auftrag

Berlin, 07.07.2011

Siehe Hinweise aufder Rllckeite

,A!*u_
Andrea Valbuena
Abteilungsleiterin


